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):-:;:» Objectif et méthodologie
):-:»:» Contexte by

Simuler la luminance spectrale mesurée par MISTIGRI! en fonction
des caracteristiques de la scene afin d'évaluer les performances des

Preciser les spécifications d'une future mission satellitaire a haute algorithmes de restitution de I'émissivité et de la température de
résolution spatiale (~ 50 m) et haute fréquence temporelle (1 a 2 surface.

jours) couvrant les domaines spectraux du VNIR (0,4 — 1,1um) et ]
du LWIR (8 — 14um) : Méthode :
e Développer un simulateur : transfert radiatif dans la canopée,
Choix des bandes spectrales optimales (nombre, posi  tion et propagation dans l'atmosphere et mesure instrumenta e (filtres
largeur) dans le domaine thermique (8 — 14um) pourd  es et bruits en NeDT), correction atmosphéerique et déc  ouplage
applications liées a I'agriculture. temperature/emissivite
e Optimiser les bandes spectrales en évaluant les pré  cisions
sur les émissivités et la température.

):-:»:» Simulation des luminances spectrales en entree ets  ortie de l'in strument MISTIGRI
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. ):-ra:» Emissivités et températures
de surface restituees
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